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1. Objetivos:

La interferometria espectral es una técnica Optica utilizada para caracterizar la fase de cada longitud de onda
del espectro de las fuentes de luz (fase espectral). Esta técnica se ha utilizado con laseres pulsados
ultracortos y con fuentes de luz convencionales de amplio espectro (LEDs, lampara incandescente, etc). El
conocimiento de la 7fase espectral permite determinar la forma y duracién temporal de los pulsos de luz. Esta
informacion es de suma importancia ya que afiade el grado de libertad temporal en la interaccion radiacion-
materia.

Las aplicaciones principales de esta técnica son: determinar la forma temporal de los pulsos para tallarlos
temporalmente de acuerdo a las necesidades particulares del experimento (por ejemplo, aplicado a
femtoquimica); determinar cdmo un medio material modifica temporalmente los pulsos de luz al atravesarlo,
para asi, hallar las propiedades opticas del medio (absorcion y dispersion). También se ha utilizado para

metrologia de alta precision.

En esta practica utilizaremos un interferometro de Michelson y un espectrémetro. De esta forma adaptamos
el interferémetro de Michelson para realizar interferometria espectral. Como fuente de luz utilizaremos un

LED blanco colimado.

El primer objetivo es la alineacion del dispositivo experimental para poder realizar interferometria
espectral.

El segundo objetivo es medir desplazamientos del espejo mdvil mediante interferometria espectral. El
alumno debe proponer un método para medir desplazamientos con una resolucién sub-micrométrica a partir
de la sefial recogida por el espectrometro.

El tercer objetivo es medir las propiedades Opticas de varios medios dispersivos como vidrios, disoluciones
con distintas concentraciones de soluto y efectos dpticos por calentamiento del medio. El alumno debe
proponer un método para medir las propiedades Opticas de los medios dispersivos a partir de la sefial

recogida por el espectrémetro.
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